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工研院材化所「高階檢測技術團隊」近幾年投入高階檢測分析設備之軟硬體建置，並具有重大

成果。本技術團隊整合模擬分析技術，以「高值化材料檢測模擬推廣服務平台」再度受到經濟部肯

定，榮獲106年度科專計畫「研發服務卓越獎」。承續過去「奈米共同實驗室」之基礎，在經濟部科

專計畫的支持下，本技術團隊建構完成全國最完整之高階核心檢測設施，建全我國科技研發所需

之高階檢測分析技術。透過卓越的軟體（人才、技術）與硬體（儀器、設施）之維持與精進，支援產

業相關研發計畫，並推動全方位解決方案服務模式，從而帶動科技的創新與擴大產業效益，逐步

達成各類型科技產業化之計畫目標。

本期技術專題將介紹本團隊在「高階整合性顧問型檢測服務平台」之發展近況。首先介紹高豐

生博士研究團隊在整合性表面分析技術之研發成果；「整合性表面分析技術—針對複雜表面的物化

特性分析方法」一文，將說明此高階探針檢測技術搭配各類型表面分析技術之整合實際應用案例。

在高階質譜分析技術方面，黃靜萍博士領導的化學分析團隊將透過「多型態玻尿酸組成特性檢測技

術」文章，說明此高階多元組成特性檢測分析技術如何應用在玻尿酸產品之各項特性分析與驗證

上。該團隊開發之檢測技術對玻尿酸業者掌握玻尿酸應用在不同產品上之特性檢測是一大福音。

X光具有非破壞、快速分析等特性，在高階檢測領域中扮演重要角色。鄭信民博士領導的X光

研究團隊於2017年建置完成新型多尺度奈米斷層掃描儀，其超高像素解析度可達100奈米，且最大

電壓為19萬伏特。X光三維斷層掃描顯像具有非破壞檢測特性，應用在高階骨材與多孔儲能電極開

發材料有其獨到之處，本期專題有相關介紹。在快速分析方面，X-射線螢光分析技術(XRF)是一種

可用於分析樣品元素組成的非破壞性技術，適用於固體、液體、粉末、薄膜等不同樣品形式，透

過對樣品進行非破壞性的檢測，可初步而快速地對樣品可能組成進行定性與半定量分析，對於品

質管控、缺陷診斷需求來說，XRF為多用途且完整的材料檢測分析平台。趙文軒博士與黃震宇主任

之研究團隊將專文介紹2016年建置之高通量X-射線螢光分析技術，說明應用於電子、半導體、光

電、能源、環境、生醫、石化、高分子等各領域之實際案例。

最後，由筆者帶領之研究團隊則將於「電子顯微鏡與X光散射整合技術於奈米材料開發之應

用」一文中分享工研院材化所在電子顯微鏡與X光散射整合技術之發展近況。低電壓顯像技術對於

電子束輻照敏感型材料，如石墨烯、高分子等具有非破壞性與高空間解析等優點。本文以石墨烯

量子點為載具，說明低電壓顯像技術在原子結構驗證上之應用實例。在生醫藥載與高分子產業方

面，本研究團隊建立了一套TAF奈米尺度認證制度，為全國第一個提供微脂體藥載材料TAF尺度認

證報告之實驗室。對於奈米複合材料檢測需求，我們也整合電子顯微鏡與X光散射技術，提供奈

米複合材料各種物性特性之檢測服務。工研院材化所近年努力整合各項高階檢測分析技術，提供

國內最前瞻之高階整合性顧問型檢測服務平台，期盼成為業界重要之檢測伙伴，攜手迎向產業創

新，共同促進產業升級。


